
・屈折率測定
・光導波路に関連する分野（ポリマ・ガラス等問わず）
・光インターコネクションに関連する分野

■ 技術相談に応じられる関連分野

Keyword : 屈折率測定、内部応力、光硬化性樹脂、熱光学効果

■ その他の研究紹介
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光ファイバを用いた物質内部の屈折率測定法

家庭内光LANに向けた省電力高速応答光スイッチ
自己形成光導波路
熱光学効果の測定

学術院工学領域
電気電子工学系列

助教

冨木 政宏

・特筆すべき研究ポイント：
物体内部の屈折率が測定できる
吸収のある材料でも測定できる
温度や圧力等の環境による変化も測定可能

・新規研究要素：
異方性に関しては世界初

・従来技術との差別化要素・優位性：
物質内部や不透明材料でも測定可能

屈折率を測定するにはアッベ屈折計、m-line法、フレネル反射、エリプソメトリといった方法が
よく用いられているが、いずれも透過または反射を用いているため、物質内部の測定は困難で
ある。一方で射出形成等により形成された樹脂の内部応力等の評価には内部局所の屈折率測
定が有効である。そこで光ファイバをプローブとして物質内部に挿入し、ファイバ端面からの反
射を観測することで屈折率を測定する方法を考案し、基礎的な実験により効果を確認した。反
射で測定するため、吸収のある材料でも測定できる。また現在異方性の測定法も検討しており、
より詳細な評価が可能となるため、製品開発において品質・安全性の向上に役立つと期待され
る。
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図２ 光硬化樹脂の硬化時反射率変化

図３ ポリスチレンの異方性測定
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図１ 測定システム外略図

・レアメタル鉱石の貴金属濃集評価
・鉱物資源成因解明に基づく鉱物資源探査法評価
・微小領域分析・同位体比分析に基づく材料の評価

■ 技術相談に応じられる関連分野

Keyword : 鉱物資源、レアメタル、二次イオン質量分析、SIMS、同位体比分析

■ その他の研究紹介
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レアメタル資源探査

・シリコン同位体制御結晶の高精度同位体組成分析
・シリコン結晶育成界面におけるシリコン同位体の挙動に関する研究学術院理学領域

教授

森下 祐一

レアメタルなど鉱物資源の探査に必要な基盤情報は、鉱床成因（鉱物資源の生成原因や生成環境）の解明で
ある。本研究では気体質量分析装置による精密同位体比分析等に基づき、鉱床成因解明研究を行う。また、産
業技術総合研究所等と共同で、二次イオン質量分析装置(SIMS、図)を用いてレアメタル鉱石の高感度微小領域
分析を行い、以下に述べる微量貴金属の存在形態を解明する。

・特筆すべき研究ポイント：
化学組成だけでは特徴がつかめない物質も同位体組成の違いを使うことで生成の原因や環境を解明するこ

とが出来る。
顕微鏡で判別できないナノ粒子を、高い深さ方向空間分解能を持つSIMSで描き出すことにより、微量元素の

存在形態を明らかにすることが出来る。

・新規研究要素：
SIMSによる微量貴金属の存在形態解明は日本初である。

・従来技術との差別化要素・優位性：
SIMSによる微量貴金属の存在形態解明を同位体分析と組み合わせた手法は従来の研究では見られない。

白金は自動車の排ガス処理触媒として不可欠な
産業用レアメタルだが、産出地が南アフリカ共和国
等に偏在している。また、金も電子基板などに用い
られる重要な産業用金属である。
それらを含む鉱石をSIMS分析し、微小領域におい

てナノメーターオーダーの深さ方向分解能で白金、
金の分布や濃集形態を明らかにする。この鉱石中
の‘見えない白金、金’の存在形態解明研究は、鉱
石から貴金属を高効率回収する目的のみならず、
鉱床成因解明にも貢献する。
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